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KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Wydzial Informatyki
Kierunek Informatyka
Specjalnosé
Semestr VI Program studiow, 2024/2025
Stopien studiow Il dla ktérego obowiazuje
sylabus

Nazwa przedmiotu

Elektronika i miernictwo w inZynierii
komputerowej

Kod przedmiotu

EIMWIK

L.aczna liczba godzin

36 |Tryb |s$&ejeﬁaﬂ=1y |niestacj onarny

Profil ksztalcenia

OgélnoakadentiekitA) |Praktyczny (P)

Forma zajeé

wyktad + éwiczenia

Jezyk przedmiotu polski
Liczba punktéw ECTS 4 (2+2)
Prowadzacy zajecia
Forma prowadzonych zajeé Wyklad
Wymiar zajeé 18 h
Stopien (tytul) naukowy
Imie
Nazwisko
Prowadzacy zajecia
Forma prowadzonych zajeé¢ Cwiczenia
Wymiar zajeé 18 h

Stopien (tytul) naukowy

Imie

Nazwisko

Wymagania wstepne

Znajomo$¢ zagadnien z kursu analizy 1 i algebry, znajomo$¢
podstaw fizyki.

Zalozenia i cele przedmiotu

Opierajac si¢ na wiedzy z zakresu wykladéw z matematyki i
fizyki, kurs ma na celu zaznajomienie studentow z
wybranymi zagadnieniami elektroniki i miernictwa oraz ich

owigzaniami z problematyka technologii informatycznych.

Metody dydaktyczne 1. Wyklad z elementami dyskusji.
2. Prezentacje multimedialne.
3. Pokazy przyktadowych rozwigzan problemow.
4. Rozwigzywanie zadan praktycznych.
Efekty uczenia si¢ (odniesienie do charakterystyk poziomow Polskiej Odniesienie do Odniesienie do
Ramy Kwalifikacji) efektow dla efektow uczenia
kierunku sie wg Polskiej

Ramy
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Kwalifikacji

WIEDZA
— absolwent zna i
rozumie:

01.

02.

03.

04.

05.

Podstawowe prawa oraz metody analizy uktadow
elektrycznych (m.in. prawa Kirchhoffa, Ohma,
twierdzenia Thevenina i Nortona), w tym ich
zastosowanie w analizie standw ustalonych oraz
przebiegow przejsciowych w obwodach.
Wiasciwosci i charakterystyki uktadow RLC w
dziedzinie czasu i czestotliwoscei, a takze
podstawy przeksztatcen Fouriera niezbgdne do
analizy sygnalow i ich przetwarzania w ukladach
pomiarowych.

Budowe, wlasciwosci oraz dzialanie
podstawowych elementéw potprzewodnikowych
(diod, tranzystorow bipolarnych, JFET,
MOSFET), jak rowniez zasady doboru i
zastosowania tych elementéw w uktadach
elektronicznych.

Wilasciwosci wzmacniaczy operacyjnych,
komparatorow oraz zasilaczy (prostownikow,
stabilizatorow, przetwornic), ze szczegdlnym
uwzglednieniem ich parametrow, charakterystyk
czestotliwo$ciowych i wplywu na prace uktadu
komputerowego.

Zasady metrologii elektrycznej, w tym pojecia
niepewnosci pomiarowych, btgdow
systematycznych i przypadkowych, metody
obliczania btedéw bezwzglgdnych i wzglednych,
jak réwniez podstawy analizy statystycznej
wynikéw pomiardw oraz znaczenie
bezpieczenstwa i ochrony przed zaktoceniami
elektromagnetycznymi w §rodowisku
inzynierskim.

K_Wol
K_WO05
K WI2

P6S WG
P6S WG INZ

UMIEJETNOSCI
— absolwent
potrafi:

01.

02.

03.

04.

05.

Zastosowa¢ poznane metody analizy obwodow
(metoda potencjatow weztowych, metody
oczkowe) do rozwiazywania ztozonych zadan
inzynierskich z zakresu elektroniki i oceny
parametrow uktadow.

Dokonac¢ analizy wynikow pomiarowych,
estymowac btedy pomiarow bezposrednich i
posrednich oraz wykorzysta¢ metody statystyczne
(np. metoda najmniejszych kwadratoéw) do
interpretacji i weryfikacji hipotez pomiarowych.
Zaprojektowac¢ i skonfigurowac prosty uktad
pomiarowo-kontrolny, obejmujacy dobor
elementow elektronicznych i przyrzadow,
umozliwiajacy testowanie i diagnozowanie
dziatania systemow komputerowych.
Postugiwac¢ si¢ oscyloskopem oraz innymi
przyrzadami pomiarowymi do wizualizacji i
analizy sygnalow elektrycznych, a takze
prawidtowo interpretowac otrzymane
charakterystyki i wnioski w kontekscie
projektowanych uktadow.

Zintegrowa¢ wiedzg z zakresu elektroniki, technik
pomiarowych, analizy matematycznej i zasad
bezpieczenstwa w celu skutecznego
rozwigzywania praktycznych problemow

K_U06
K_U07
K U1l
K _U13
K Ul4

P6S_UW
P6S_UW_INZ
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inzynierskich, z uwzglgdnieniem ograniczen
materiatowych, ekonomicznych i prawnych.

01. Rozumie potrzebg ciaglego doksztatcania sig,
podnoszenia kompetencji zawodowych,

KOMPETENCJE osobistych i spotecznych
SPOLECZNE 02. Ma éwi}e/ldom(?s'é roli sy ofeczne' inzyniera w K _Ko2 P6S_KO
— absolwent jest C . PO J inzyniera K K03 P6S_UU
, informowaniu spoleczenstwa o osiagnigciach
gotow do o .
techniki, wykorzystujac do tego nowoczesne
srodki przekazu.
Tresci programowe
Lp. Tematyka zajeé Liczba godzin
Forma zajeé — wyklad
Teoretyczne podstawy elektrotechniki. Podstawowe prawa: Kirchhoffa, Ohma, 2
Thevenina, Nortona, Fouriera. Metody analizy obwodow elektrycznych — metoda
potencjalow weztowych. Wtlasciwosci uktadow RLC w dziedzinie czasu i
1 czestotliwo$ci. Elementy elektroniczne: zlacze potprzewodnikowe p-n, dioda
prostownicza, Zenera (stabilitron), fotodioda, elektroluminescencyjna (LED), tyrystor,
transoptory. Elementy aktywne - tranzystory: bipolarne, unipolarne JFET, MOS FET —
charakterystyki, wlasciwos$ci, zastosowania
Wzmacniacze operacyjne — wlasciwosci, charakterystyki, zastosowania. Komparatory 2
) napieci
pigcia.
3 Uktady zasilania — prostowniki, zasilacze impulsowe, stabilizatory napie¢ i pradow. 2
Metrologia — przetworniki wielkosci nieelektrycznych na elektryczne, technika 2
4 pomiarowa, pomiary oscyloskopowe. Zaktdcenia elektromagnetyczne. Bezpieczenstwo
uzytkowania urzadzen elektrycznych i elektronicznych.
Teoretyczne podstawy elektrotechniki. Podstawowe prawa: Kirchhoffa, Ohma, 2
5 Thevenina, Nortona, Fouriera.
Metody analizy obwodoéw elektrycznych — metoda potencjatow weztowych. 2
6 Wiasciwosci uktadow RLC w dziedzinie czasu i czestotliwosci.
Elementy elektroniczne: zlacze potprzewodnikowe p-n, dioda prostownicza, Zenera 2
7 (stabilitron), fotodioda, elektroluminescencyjna (LED), tyrystor, transoptory.
Elementy aktywne - tranzystory: bipolarne, unipolarne JFET, MOS FET - 2
8 charakterystyki, wlasciwos$ci, zastosowania.
Wzmacniacze operacyjne — wlasciwosci, charakterystyki, zastosowania. Komparatory 2
9 napigcia. Uklady zasilania — prostowniki, zasilacze impulsowe, stabilizatory napie¢ i
pradow.
Forma zajeé¢ — ¢wiczenia
Praktyczne wprowadzenie podstawowych poje¢ wykorzystywanych w metrologii: 4
btedy systematyczne, btedy przypadkowe, pomiar pojedynczy, pomiary wielokrotne,
1 pomiary bezposrednie, pomiary posrednie, poprawny zapis wielkoSci, zasady
zaokraglenia.
2 Pomiary dwuwymiarowe i obliczenie btgdow bezwzglednych i wzglednych. 2
3 Kolokwium sprawdzajace. 1
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TreSci programowe

Powtdrzenie regut podstawowych rachunku rézniczkowego i calkowego; obliczanie 2
4 btedow pomiarowych metoda rézniczki czastkowe;.

Obliczanie objgtosci cial rotacyjnych i bledow powierzchni, objgtosci 1 gestosci; 2
5 gestosci jedno- i dwuwymiarowe.
6 Kolokwium sprawdzajgce. 1

Pomiary wielokrotne, statystyczne metody opracowania wynikow pomiarowych, 2
7 metoda najmniejszych kwadratow.
8 Przyktadowe rozwigzanie obwodow ztozonych metoda pradéw oczkowych. 2
9 Kolokwium zaliczeniowe. 2

Forma i warunki zaliczenia
przedmiotu

Egzamin pisemny z wyktadu. Kolokwia zaliczeniowe z ¢wiczen.

Metody weryfikacji efektow
uczenia sie

Nr efektu uczenia si¢
z sylabusa

Egzamin pisemny

WO01-05

Kolokwia sprawdzajace i zaliczeniowe

U01-05, KO1-K02

Literatura podstawowa

1. P. Horowitz, W. Hill, Sztuka elektroniki, t. 112,
WKL, Warszawa 2019.

2. J. Parchanski, Miernictwo elektryczne i
elektroniczne, WSiP, Warszawa 1995.

3. 1. Osiowski, J. Szabatin, Podstawy teorii
obwodow, t. 112, WNT, Warszawa 1992.

Literatura uzupekiajaca

1. M. Tadeusiewicz, Teoria obwodow, cz.112,
Wydawnictwo Politechniki Lodzkiej, £.6dz 2002.

2. P. Kazmierkowski, J. Matysik, Wprowadzenie do
elektroniki i energotechniki, Oficyna Wydawnicza P.W.,
Warszawa 2005.

3. A.Rusek, Podstawy elektroniki, WSiP, Warszawa 1995.

4. S. Kuta, G. Krajewski, J. Jasielski, Ukfady
elektroniczne, cz. 11 11, Krakow, Wyd. AGH, 1995.

5. A. Chwaleba, B. Moeschke, G. Ploszajski, Elektronika,
wyd. 3, WSiP, Warszawa 1994

6. J. Rydzewski, Pomiary oscyloskopowe, WNT,

Warszawa, 1994,

Naklad pracy studenta
Liczba godzin
Zajecia dydaktyczne 36
Przygotowanie si¢ do zajeé 23
Studiowanie literatury 28
Udzial w konsultacjach 5
Przygotowanie projektu / eseju / prezentacji itp. -
Przygotowanie si¢ do egzaminu / zaliczenia 28
Inne -
LACZNY naklad pracy studenta w godz. 120
Liczba punktow ECTS 4
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